
ADCサンプルRMS計算
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課題
電流信号または電圧信号の品質を評価するとき、信号からピ
ークおよび周波数のようないくつかのパラメータを直接求める
ことができます。また、クレストパワーのようなものは計算する
必要があります。通常、計算は二乗平均平方根（RMS）を使用
して表現されます。電圧計または電流計を使用すると、アナロ
グ回路を使用して二乗法伝達関数と時間平均を適用してRMS
値を決定することができます。しかし、そのような回路は通常、
帯域幅が制限されており、RF作業には適していません。

電子計測ソリューション
高速ADCを備えたオシロスコープは、この限界を克服します。
デジタル化されたサンプルは、オシロスコープ上で自動測定と
してよく使用されるRMS計算の基礎となります。実装の違いに
より、結果が異なる場合があります。したがって、最良の適合性
を有する方法を選択し、正確で正確な結果に近づけるための
方法および仮定を理解することが重要です。R&S®RTM2000
は、3つの自動化されたアプローチを提供します。
❙❙ 標準的RMS測定
❙❙ R&S®RTM-K32オプションは、広帯域RMS測定にデジタル
RMS変換機能を提供します
❙❙ R&S®RT-Zxx アクティブ・プローブには、高精度測定用の
R&S®ProbeMeter機能が付属しています

アプリケーション
デジタルオシロスコープRMS測定
オシロスコープは、ADCコンバータでアナログ信号をサンプリ
ングし、次にデジタル化された値をバッファメモリに格納するこ
とによって動作します。波形がトリガ条件を満たすと、バッファ
内のサンプルがアクイジションメモリに渡され、再構成され、ト
リガポイントを中心に表示されます。オシロスコープはこのプ
ロセスを繰り返し、トリガ条件を満たす新しい値のセットごとに
画面上で波形をリフレッシュします。RMS測定の場合、オシロ
スコープはアクイジションメモリ内の波形サンプルを使用して
計算します。ほぼすべてのデジタル・オシロスコープに標準で
備わっている測定機能で、データはアクイジションメモリから得
られるため、測定レートは波形の捕捉レートと同程度の速度に
なります。

オシロスコープのサンプリングによるRMS測定への影響
測定はアクイジションメモリを介して行われるため、サンプリ
ング方法の変更、つまり異なるデシメーションとアクイジション
メモリ内の全体的な波形形状の変化が結果に大きな影響を
与えます。繰り返し波形と適切なサンプルを持つことが重要で
す。ADCサンプルアクイジション・メモリに選択的に格納するデ
シメーションモードは、計算を制限し、測定確度と帯域幅を減
少させる可能性があります。さらに、いくつかのオシロスコープ
のアーキテクチャでは、表示サンプル（ピクセル化後）で測定が
行われるため、RMSの測定確度を悪化させてしまいます。

RMSは、電子計測で最も一般的なパラメータ
の1つです。数学的には、連続的に変化する値
（波形）の二次平均です。特に電力を定量化
する場合、RMSは電圧の極性と、電流の方向
性を無視できるため、計算を簡素化できます。
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処理ブロックに示されたR&S®RTM-K32とRMS測定
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R&S®RTM-K32 DVMオプション
アクイジションメモリ・サンプルに基づく自動測定とは異な
り、R&S®RTM-K32は波形捕捉に関係なくADCサンプルから
RMS値を直接計算します。結果は、アクイジションメモリの波形
形状やサンプリング方法に依存しません。R&S®RTM2000 ADC
は5Gサンプル/秒で動作するため、DVMは最大2.5 GHzの信号
を測定できます（ナイキスト）。計算はすべてのADCサンプルで
行われるため、捕捉が完了していなくても測定が可能です。

この実装のもう1つの重要な利点は、R&S®RTM2000に各チ
ャネルごとにADCが装備されていることです。R&S®RTM-K32 
DVMは、各チャネルに対して最大4つの並列測定を可能にしま
す。RMS測定と同様に、ADCサンプルに基づいてDC、ピーク、ク
レスト、および周波数を直接測定することもできます。

R&S®RTM-K32 DVM精度
電圧計の重要なパラメータの1つは、その精度です。通常、精度
は測定結果の桁数で指定されます。R&S®RTM-K32はADCサン
プルを直接使用し、振幅リーディングの場合は最大3桁の精度
を、周波数カウンターの場合は7桁の精度を提供します。精度
はほとんどのアプリケーションで十分であり、複数のチャネルと
同時にパラメータを測定する柔軟性がより重要になります。

R&S®ProbeMeter
精度に問題がある場合、ユーザーはR&S®ProbeMeterを使用
すると、より正確な精度が得られます。0.1％のDC測定精度を
提供する24ビットADCを装備しています。下の図に示すよう
に、R&S®ProbeMeterは、オシロスコープ・フロントエンドADC
をバイパスすることができ、計測器のチャンネル設定とは無関
係になり、常にフルダイナミックレンジの読み取りが可能にな
ります。

まとめ
R&S®RTM2000には、RMS測定のオプションがいくつか用意
されています。内蔵の自動測定機能はオンにするのは簡単で
すが、波形の再現性、サンプリングレート、デシメーションエフ
ェクトによって制限されます。R&S®RTM-K32 DVMオプション
は、ADCサンプルデータを直接使用して、RMS測定を最大5 G
サンプル/秒のサンプルレートで行い、同時に4つの電圧と2つの
カウンター測定を同時に行うこともできます。高い精度が必要
な場合は、R&S®ProbeMeterに付属のローデ・シュワルツのア
クティブ・プローブをプローブのフルダイナミックレンジに対し
て0.1％の精度で測定することができます。

R&S®RTM-K32 DVMオ
プションを使用して3つ
のスクリーショットを並
列測定します。


